DSC差示扫描量热仪 问题解答
1）Linseis的原理是功率补偿型原理还是热流型？ 
热流型原理
2）DSC的应用范围？
可用于测量包括高分子材料在内的固体、液体材料的熔点、沸点、玻璃化转变、比热、结晶温度、结晶度、纯度、反应温度、反应热。
3）功率补偿型DSC有何优点？
1. 精确的温度控制和测量
2. 更快的响应时间和冷却速度
3. 高分辨率
4）基线为何很重要，如何校正？ 
基线的重要性：
1. 样品产生的信号及样品池产生的信号必须加以区分；
2. 样品池产生的信号依赖于样品池状况、温度等；
3. 平直的基线是一切计算的基础。
如何得到理想的基线
1. 干净的样品池、仪器的稳定、池盖的定位、清洗气；
2. 选择好温度区间，区间越宽，得到理想基线越困难；
3. 进行基线最佳化操作。
5）主要是什么因素导致仪器损坏？
1. 用力过大，造成样品池不可挽救的损坏；
2. 操作温度过高（铝样品皿，温度>600℃）；
3. 样品池底部电接头短路和开路；
4. 样品未被封住，引起样品池污染。
· 在线反馈
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